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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bestim- 
men der Warmeleitfahigkeit eines festen Werkstoffes 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 5 

Es ist bekannt (Zeitschrift: High Temperatures-High 
Pressures, 1979, Volume 1 1, Seiten 43 bis 58, msbesonde- 
re Fig. 1 und 4) zum Bestimmen der Warmeleitfahigkeit 
eines festen Werkstoffes einer Probe vorbestimmter 
Dicke durch einen Laserbiitz einen Warmeimpuls zuzu- io 
fiihren und auf der von dem Laser abgewandten Seite 
der Probe den durch den Laserbiitz bewirkten Tempe- 
raturanstieg mit einem Thermoelement zu messen und 
aus dem zeitlichen Verlauf des Temperaturanstieges die 
Warmeleitfahigkeit zu ermitteln. 15 

In der DE-OS 23 31 280 ist ein Warmeleitfahigkeits- 
meBgerat beschrieben, bei dem in einem Ofen bei belie- 
big konstanter Temperatur in der temperaturkonstan- 
ten Zone auf einen scheibenformigen Prufkorper punkt- 
formig in der Mine eine zusatzliche Warme liber dort 20 
auftreffendes Laserlicht erzeugt wird und die Tempera- 
tur und Temperaturverteilung auf der Ruckseite nut 
Thermoelementen gemessen wird. Daraus wird dann 
die Warmeleitfahigkeit des Prufkorperwerkstoffes er- 

rechnet. 25 

In der US-PS 42 32 543 wird ein Warmeleitfahigkeits- 
meBgerat vorgestellt, das zur Bestimmung der Warme- 
leitfahigkeit von Flussigkeiten eingesetzt werden kann. 
Hierzu wird eine Metallscheibe durch Laserlicht er- 
warmt und die Erwarmung dort uber Thermoelemente 30 
gemessen, welche die Scheibe gleichzeitig fixieren. Zwi- 
schen der Scheibe und einem Halteblock befindet sich 
ein schmaler Spalt, der saulenformig mit der auszumes- 
senden Fliissigkeit ausgefullt ist Die Metallscheibe und 
die Testfliissigkeit befinden sich in einer thermostat- 35 
isierten Umgebung, die teilweise mit Testflussigkeits- 
dampf gefullt ist. m 

In einer Reihe von Anwendungsfallen, insbesondere 
bei hohen Temperaturen und bei Werkstoffen, die eine 
SchweiBverbindung mit dem Thermoelement nur unter 40 
erschwerten Bedingungen zulassen oder ganz ausschlie- 
Ben, konnen MeBeinrichtungen mit Thermoelementen 
nicht eingesetzt werden. 

Die DE-OS 21 59 783 zeigt ein Gerat zur beruhrungs- 
losen Messung der thermischen Leitfahigkeit einer Pro- 45 
be unter beliebiger Atmosphare. Die Probe hat zwei 
zueinander parallele Flachen, die jeweils von emem La- 
serstrahl bestrahlt werden, wobei der eine 1m Dauer- 
strich und der andere vorgebbar leistungsmoduliert 
strahlt. Die Temperaturanderung aufgrund des lei- 50 
stungsmodulierten Laserlichts wird mit zwei Photodio- 
denanordnungen gemessen, die jeweils eine Seite der 
Probe detektieren. Die Absoluttemperatur wird uber 
ein Pyrometer auf der leistungsmoduliert bestrahlten 
Probenseite gemessen. 55 

Eine weitere, beruhrungslose MeBmethode mit einem 
Teilstrahlungspyrometer ist aus dem dtv-Lexikon der 
Physik, Band 7, 1 97 1 , Seiten 1 76 und 1 77 zu entnehmen. 

Die Anwendung eines Pyrometers ist jedoch bei den 
bekannten Vorrichtungen zum Bestimmen der Warme- 60 
leitfahigkeit auf einen Teilstrahlungsbereich begrenzt, 
der weit auBerhalb der Wellenlange von 1064 nm der 
Strahlung des Laserbiitzes und der fur die Auslosung 
des Laserbiitzes erforderlichen Zundlampe hegt, deren 
Strahlung einen Wellenlangenbereich von etwa 200 nm 65 
bis 1300 nm einschlieBt 

Die als Streustrahlung von dem Pyrometer erfattten 
Anteile der Strahlung der Zundlampe und des Lasers 



sind urn Zehnerpotenzen groBer als die von der Probe 
ausgehende Strahlung, deren zeitliche Anderung als 
Strahlungsdifferenz den Temperaturanstieg abbildet, so 
daB Teilstrahlungspyrometer mit Wellenlangen weit un- f 
terhalb von 1064 nm eingesetzt werden mussen. Dies* 
hat zur Folge, daB sinnvolle Messungen erst ab etwa 
1000° C ausgefiihrt werden konnen. Unterhalb dieses 
Wertes ist die Intensitat der Warmestrahlung unzurei- 
chend klein. 

Die groBtmogiiche Strahlungsenergiedifferenz pro 
Grad Celsius ergibt sich aus der Gesamtstrahlung eines 
Temperaturstrahlers. Jeder der bekannten Detektoren 
weist jedoch nur eine endliche optische Bandbreite auf, 
so daB er nur einen Teilhereich des gesamten Strahlen- 
spektrums erfassen kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die be- 
kannten Vorrichtungen zum Bestimmen der Warmeleit- 
fahigkeit in der Weise weiterzuentwickeln. daB in einem 
umfassenden Bereich des Gesamtspektrums, in dem die 
groBten Strahlungsanderungen pro Wellenlangeninter- 
vall auftreten, Temperaturanderungen der Probe mit 
hoher Temperaturauflosung meBbar sind. 

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung zum Be- 
stimmen der Warmeleitfahigkeit eines festen Werkstof- 
fes nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 durch die in 
dessen Kennzeichen genannten Merkmalen gelost 

Die mit der vorgeschlagenen Vorrichtung erzielten 
Vorteile bestehen inshesondere darin, daB Warmeleitfa- 
higkeitsmessungen in einem Temperaturbereich von 
20° C bis 3000° C ausgefiihrt werden konnen, daB nach 
einer Totzeit von ca. 3 ms schnellste, z. B. bei dunnen 
Proben auftretende Temperaturanstiege meBbar sind, 
da das MeBsignal frei ist von Oberlagerungen langsam 
abklingender Strahlungsanteile des Lasers, daB die Dif- 
ferenztemperaturmessungen immer im optimaien Emp- 
findlichkeitsbereich des Detektors erfoigen, und daB 
aufwendige Abschirmeinrichtungen des Pyrometers ge- 
gen an der Werkstoffprobe entstehendes Streulicht des 
Lasers nicht erforderlich sind. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel einer Vorrichtung zum Be- 
stimmen der Warmeleitfahigkeit nach den Anspruchen 
1 bis 7 ist in der Zeichnung dargestellt und wird im 
folgenden naher beschrieben. Es zeigen 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung . 
Fig. 2 ein Blockschaltbild der MeBwertverarbettung, 
Fig. 3 ein Blockschaltbild der Ablaufsteuerung, 
Fig. 4 ein Diagramm der relativen Detektivitat emi- 
ger Detektoren fur Warmestrahlung, 

Fig. 5 ein Diagramm der spektralen Transmission ei- 
niger Fensterwerkstoffe, 

Fig. 6 ein Diagramm der Einsatzbereiche einiger mit 
optischen Fenstern kombinierter Detektoren, 

Fig. 7 die DurchlaBkurven der Kameraverschlusse 
und ein Diagramm des zeitlichen Verlaufes der Laser- 
energie, 

Fig. 8 ein Diagramm des Temperatursignales der Pro- 
Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ist in Fig. 1 sche- 
matise dargestellt. Eine Probe 1 vorbestimmter Dicke 
des zu untersuchenden Werkstoffes ist in einem Vaku- 
umgefaB 2 angeordnet und mit einem in seiner Tempe- 
ratur regelbaren elektrischen Ofen 3 auf eine frei wahi- 
bare Temperatur einstellbar. Auf der einen Seite der 
Probe 1 ist ein Laser 4 so angeordnet, daB die Strahlach- 
se 5 die scheibenformige Probe 1 in deren Zentrum und 
vertikal zu deren Flache durchdringt. 

Auf der von dem Laser 4 abgewandten Seite der Pro- 
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be 1 ist ein Differenztemperaturpyrometer 6 angeord- 
net, mit dem ein durch einen Laserblitz bewirkter Tem- 
peraturanstieg der Oberflache der Probe 1 bertihrungs- 
frei meBbar ist. 

Zwischen dem Laser 4 und der Probe 1 ist in der 
Strahlachse 5 ein die Einwirkung der Laserstrahlung auf 
die Probe 1 zeitlich begrenzender erster Kameraver- 
schluB 7 und zwischen der Probe 1 und dem Differenz- 
temperaturpyrometer 6 ist in der Strahlachse 5 ein die 
MeBdauer eines die von der Probe emittierte Warme- 
strahlung messenden Detektors 8, 9, 10 des Differenz- 
temperaturpyrometers,6 zeitlich begrenzender zu dem 
ersten KameraverschluB 7 inverser zweiter Kameraver- 
schluB 11 angeordnet. 

Das Differenzpyrometer 6 weist mehrere einzeln zu- 
schaltbare Detektoren auf, die fur jeweils einen von 
mehreren unterschiedlichen, sich iiberschneidenden 
Teilstrahlungsbereichen hinsichtlich ihrer Temperatur- 
auflosung optimiert sind und gemeinsam einen vorbe- 
stimmten weiten Spektralbereich des Gesamtspektrums 
erfassen. 

Zu diesem Zweck ist ein in einer horizontalen Ebene 
gefiihrter Schlitten 12 quer zu der Strahlachse 5 ver- 
schiebbar und in drei Positionen arretierbar angeordnet 
Ein erster Spiegel 13 ist im Zentrum des Schlittens 12 
urn eine horizontale in der Ebene des Schlittens 12 lie- 
gende und gegen die Strahlachse 5 urn 90° gedrehte 
Achse 16 schwenkbar mit dem Schlitten 12 verbunden. 
Der in einer Mittelstellung des Schlittens 12 nach unten 
geklappte erste Spiegel 13 gibt den in der Strahlachse 5 
angeordneten ersten Detektor 8 frei. Der in eine 
45°-Ste!lung geklappte erste Spiegel 13 projiziert das 
Bild der Probe 1 auf einen oberhalb des ersten Spiegels 
13 uber dem Schlitten 12 angeordnete Mattscheibe. Der 
Schlitten 12 tragt einen zweiten und dritten auf dem 
Schlitten 12 vertikal stehenden Spiegel 14, 15, deren 
Spiegelebene gegen die Strahlachse 5 jeweils urn einen 
vorbestimmten Winkel a geneigt ist. 

Der in die Strahlachse 5 gestellte zweite Spiegel 14 
projiziert das Bild der Probe 1 auf den zweiten Detektor 
9, oder der entsprechend eingestellte dritte Spiegel 15 
auf den dritten Detektor 10. 

Der erste Detektor 8 ist ein mit Stickstoff gekiihlter 
In Sb- Detektor. der zweite Detektor 9 ein Ge-Detektor 
und der dritte Detektor 10 ein Si-Detektor. Jedem der 
Detektoren 8, 9, 10 ist ein austauschbares optisches Fen- 
ster vorschaltbar, das als KurzpaBfilter 17 langwellige 
Anteile der Strahlung eliminiert und den Detektor 8, 9, 
10 gegen Obersteuern schutzt. Prinzipiell konnen zur 
Vermeidung einer Obersteuerung eines Detektors im- 
mer kurzwelligere KurzpaBfilter eingesetzt werden, um 
bei steigenden Temperaturen eine optimale Tempera- 
turempfindlichkeit sicherzustellen. Das KurzpaBfilter 17 
kann z. B. in der Strahlachse 5 zwischen dem zweiten 
KameraverschluB 11 und dem an dieser Seite des Vaku- 
umgefaBes 2 angeordneten aus CaF2 bestehenden 
Strahlenaustrittsfenster 18 angeordnet sein. 

In der Strahlachse 5 ist ferner in der dem Laser 4 
zugewandten Wand des VakuumgefaBes 2 ein Strahlen- 
eintrittsfenster 19 aus Quarzglas und zwischen dem 
Schlitten 12 und dem zweiten KameraverschluB 11 eine 
aus CaF2 bestehende Sammeilinse 20 angeordnet. 

Mit einem durch den Schlitten 12 betatigbaren Um- 
schalter 21 ist jeweils einer der Detektoren 8, 9, 10 auf 
eine elektronische MeBwertverarbeitung schaitbar, die 
im wesentlichen aus einem driftkompensierten Vorver- 
starker 22, einem driftkompensierten Hauptverstarker 
23 und einer Ablaufsteuerung 24 besteht. Die Ablauf- 



steuerung 24 erzeugt zum AusschlieBen von Storungen 
des MeBsignales durch Einschwingvorgange zu mit der 
Auslosung des Laserblitzes synchronisierten Zeitpunk- 
ten und wahrend der Zeit der Einwirkung des Laserblit- 
5 zes auf die Probe 1 Steuersignale vorbestimmter Verzo- 
gerung und Dauer, die jeweils einen im Ruckftihrungs- 
kreis des Vorverstarkers 22 und des Hauptverstarkers 
23 angeordneten zweiten und vierten Schalter S2, S4, 
sowie einen zwischen dem Vorverstarker 22 und dem 

io Hauptverstarker 23 liegenden dritten Schalter S3 offnen 
und einen den Eingang und den Ausgang des Vorver- 
starkers 22 verbindenden ersten Schalter St schlieBen 
und ferner den ersten KameraverschluB 7 offnen und 
den zweiten KameraverschluB 1 1 schlieBen. 

15 Der Ablaufsteuerung 24 ist ein Steuerungsadapter 25 
vorgeschaltet, der die Laser fire-Leitung unterbricht. 
Der Ausgang eines Rechners 26 ist uber einen Opto- 
koppler und den Steuerungsadapter 25 auf die Ablauf- 
steuerung 24 geschaltet Der erste KameraverschluB 7 

20 weist einen x-Kontakt 27 auf, uber den mit einem Reed- 
relais der Laserblitz ausgelost wird. 

Jeder der Rtickkopplungszweige des Vorverstarkers 
22 und des Hauptverstarkers 23 weist eine Regelschal- 
tung auf, die dem jeweiligen Eingang einen vorbestimm- 

25 ten Regelstrom zufuhrt. Dieser Regelstrom entspricht 
im Vorverstarker 22 der Summe aus dem Detektor- 
strom und dem momentanen Driftstrom des Detektors, 
der mit einem endlichen dl/dt driftet Im Hauptverstar- 
ker 23 entspricht der Regelstrom der Summe aus dem 

30 Offsetstrom des Hauptverstarkers 23 und dem Drifts- 
trom des Detektors. Die Regelschaltung besteht aus ei- 
nem Komparator 32, 33 , der Abweichungen der Span- 
nung am Ausgang 30, 31 von dem Null-Volt-Pegel de- 
tektiert und dessen Ausgang uber den als Feldeffekt- 

35 transistor ausgebildeten zweiten Schalter S2 bzw. vier- 
ten Schalter S4 auf ein RC-Integrationsglied 34, 35 
schaitbar ist, dessen Kondensator am nichtinvertieren- 
den Eingang eines Speichergliedes 36, 37 angeschlossen 
ist, dessen Ausgang wiederum auf einen Integrator 38, 

40 39 geschaltet ist 

Ist der Feldeffekttransistor leitend, also die Schalter 
S2 bzw. S4 geschiossen, so wird durch das RC-Integra- 
tionsglied 34, 35 ein Mittelwert der Abweichung der 
Spannung am Ausgang 30, 31 des Vorverstarkers 22 

45 bzw. des Hauptverstarkers 23 von Null Volt eingestellt 
Die dabei am Kondensator liegende Spannung ist ein 
MaB fur die mittlere Drift der Spannung am Ausgang 
30, 31 ohne Regelung. Die Drift verursacht genau den 
StromfluB in den nachgeschalteten Integrator 38, 39, der 

so zur Kompensation der am Ausgang 30, 31 ermittelten 
Drift der Spannung am Eingang erforderlich ist. 

Beim Offnen des Schalters S2, S4 bleibt die dann am 
Kondensator vorliegende momentane Spannung erhal- 
ten. Die Kompensationsspannung am Eingang des Ver- 

55 starkers 22, 23 wachst linear in vorbestimmtem MaBe 
bis die Schalter S2, S4 wieder geschiossen werden. 

Im geoffneten Zustand des Schalters S2, S4 wird das 
Temperaturdifferenzsignal der Probe 1 nach beendetem 
Einwirken des Laserblitzes gemessen. Der Hauptver- 

60 starker 23 weist zum Einstellen der Integrationszeitkon- 
stanten mehrere einzeln zuschalthare Kondensatoren 
40 auf. 

Die Verstarkung des Hauptverstarkers 23 ist mit ei- 
nem Potentiometer 41 einstellbar. 
65 Wahrend des Umschaltens der Detektoren 8, 9, 10 mit 
dem Umschalter 21 und wahrend der VerschluBzeit 
wird zur Vermeidung langer Erholzeiten der Schalter SI 
geschiossen, der den Ausgang 30 des Vorverstarkers 22 
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w H „ raturbereich ab etwa 1200°C kann der Si-Detektor ein- 

direktmitdessenEingangverbindet. ' warden Ab etwa 2200° C verhindert ein Farb- 

I„ Rg. 3 ist das Blockschaltbild der Ablaufsteuerung gesetz J^^^.,,.,^ 

24 dargestellt, mit der die Schalter SI bis S4 und d e glas d e ^Uberiasw 24 erzeugle si , be . 

KameraverschlQsse 7 und 11 gesteuert werdea Die ™ s ™ « r ner Ve rz6gerung von 2,5 ms das Offnen 

Funktion des Differenztemperaturpyrometers ist nut 5 w.rW r n ^ n ver J, usses 7 , der mit seinem x-Kon- 

dem von dem Laser 4 erzeugten Userb itz uber den ^rsten Verzdgerung von ca. 1.5 ms 

Steuerungsadapter 25 synchron.s.ert. Sobald der Rech takt ™ Ue def die Prob 

ner 26 die MeBbereitschaft anze.gt, werden uber erne ;»»JS«*Der Laser 4 hat eine Leistung von maximal 

Treiberstufe 45 die eine Ansprechveraogerang von je aume*t We „ enla von 1064 nm und einer 

weils 2,5 ms aufweisenden Ausloser 46, 47 der Kamera ,o bU wait v ^ ^ Mikrosekundea Die Zundung er . 

verschlusse 7 und 11 g leich f"g. b " a "^ . ile Verz6ge . fo i g , Qber eine Xenon-Blitzlampe, deren Spektrum vom 

Gleichzeiug ; werden auch ^tab le Verzoge g g , R . B ereich reicht 

rungsglieder 48, 49, 50 gestartet Das erste ^Vereoge u Zeitpunkt der Offnung des ersten 

rungsglied 48 startet mit emer Z^tyerzogerung von ^JJ^J^ 7 ^ ^ a dieiein Inverse zwei- 

1 m s eine erste monostab.le Kippstufe ,51. welche die ,s £"^ v «J erMh j uB „ gesch i osse n, damit wahrend der 

Schalter S2 und S4 fur 10 s dffnet und dadurch die Re- teKamenge scmu ^ 0ffnung des ersten 

gelschaltungen des Vorverstarkers 22 und des Haupt- ^^Sritos 7 Laserstreulicht auf keinen Fall 

verstarkers 23 auf dem vor Offnung b«tehenden Zu- K™g™™^" mTomet „ 6 erreichen kann. 

stand halt. Das zweite Verzogerungsghed 49 startet mit das ^^f^averschluB 11 dffnet erst dann wie- 

einerZeitverzogerungvon 1,5ms *™™}t™™£ t 20 ^ienide^eKmeraverschluByschHeBt 

bile Kippstufe 52, welche den Schalter ■ S3 , ^ 6 ^ J f £ de ; ^f lri die Transmissionskurven 70, 71 des er- 

und wahrend dieser Zen den Vorverstarker 22 von dem in rig M 7 und des zweit en Kamera- 

Hauptverstarker 23 trennt. Das dntte yerzogerun^ ^jj^*™ Funktion der Ze it dargestellt, wobei 

glied 50 startet mit einer Ze.tverzogerung von 2 ms eine £r~es Abs zissenebene den geschlossenen 

dritte monostabile Kippstufe 53, welche den _Scha!ter S 25 « r Ver.aunn ^ ge6ff 

fur 5 ms schlieBt, der die Gegenkopplung des Vorver Zu stand una chlusses kennzeichne t Die 

starkers 22 wahrend dieser Zeit kurzschheBt Zustand aes ^ n ?2 des u . 

"^^^nnAB^^ff^^^ 30 t^L^tg: Geometrie ^ an ihrer 

blitzes auf die Probe 1 die eigentliche D.fferenztempe- ^^^^^^^^ 6 zugewandten 
raturmessung. . ....„„ Seite Warmeenergie ab. Das Temperatursignal 80 der 

erfassen jeweils nur einen Teilbereich des gesamten Fig. 8. x 

d es Gesamtspektrums zu erfassen, der die groBten 40 

Strahlungsanderungen je Wellenlangen.ntervallen auf- Fg. \ 

weist, ohne dabei die Detektoren zu Obenteuera. 1 ™> s 

Der Temperaturverlauf an der Oberflache emer Pro- 2 Vakuumgetau 

be 1 im Bereich von Tl bis T2 ist innerhalb emer vorbe- 3 Ofen 

stlmlen Zeit mit einer optimalen Temperaturauflo- 45 4 Laser 

sung uber die Temperaturstrahlung J enz emperaturpyrometer 

mehreren Strahlungsdetektoren deren Te.lstrah ungs- 6 D'He^nztemp py t ^ 4 

bereichevomUV-Bereichbisinden R-Bereichrechen 7 J" SSkSftaC On Sbl 

F*S zcig. die spektral. T~ SeinTbhit " "SSS5a.i3.i4 
KurzpaBr.ller gss.gnsier Fensierwtrksioflt m AKian ^ fj 

isskS 65 s ess 

mVirahlung lirtdounehmta For der. otartn Tempe- . 26 Ita*ne r 
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1. Vorrichtung zum Bestimmen der Warmeleitfa- 
higkeit eines festen Werkstoffes; wobei eine Probe 
(1) davon in einem von einem VakuumgefaB (2) 50 
umgebenen, in seiner Temperatur regelbaren elek- 
trischen Ofen (3) derart aufgehangt ist, daB diese 
uber ein Fenster (19) in dem VakuumgefaB (2) von 
einem auBerhalb aufgestellten Laser (4) auf einer 
Seite, der Vorderseite, bestrahlt werden kann und 55 
die davon herriihrende Erwarmung auf der Ruck- 
seite der Probe (1) detektiert wird, in dem eine 
MeBvorrichtung den Temperaturanstieg auf der 
Probenruckseite in Abhangigkeit der Laserlichtein- 
wirkung auf der Probenvorderseite aufzeichnet, 60 
gekennzeichnet durch folgende Merkmale, 

a) die TemperaturmeBeinrichtung ist ein Diffe- 
renztemperaturpyrometer (6), 

b) zwischen dem Laser (4) und der Probe (1) ist 

in der Strahiachse (5) ein die Einwirkung der 65 
Laserstrahlung und der von der Laserziiod- 
lampe ausgehenden Strahlung auf die Probe 
(1) zeitiich begrenzender erster Kameraver- 



schluB (7) und zwischen der Probe (1) und dem 
Differenztemperaturpyrometer (6) ist in der 
Strahiachse (5) ein die MeBdauer eines die von 
der Probe emittierte Warmestrahluftg messen- 
den Detektors (8, 9, 10) des Differenztempera- 
turpyrometers (6) zeitiich begrenzender zu 
dem ersten KameraverschluB (7) inverser 
zweiter KameraverschluB (11) angeordnet, 

c) das Differenztemperaturpyrometer (6) weist 
mehrere fur jeweils einen von mehreren unter- 
schiedlichen Teilstrahlungsbereichen hinsicht- 
lich ihrer Temperaturauflosung optimierte De- 
tektoren (8, 9, 10) auf, die gemeinsam einen 
vorbestimmten weiten Spektralbereich des 
Gesamtspektrums erfassen und einzeln zu- 
schaltbarsind, 

d) es ist eine elektronische MeBwertverarbei- 
tung vorgesehen, die im wesentlichen aus ei- 
nem driftkompensierten Vorverstarker (22), 
einem driftkompensierten Hauptverstarker 
(23) und einer Ablaufsteuerung (24) besteht, 
die zum AusschlieBen von Storungen des 
MeBsignals durch Einschwingvorgange zu mit 
der Auslosung des Laserblitzes synchronisier- 
ten Zeitpunkten und wahrend der Zeit der Ein- 
wirkung des Laserblitzes auf die Probe (1) 

a) jeweils einen tm Ruckfuhrungskreis des 
Vorverstarkers (22) und des Hauptverstarkers 
(23) angeordneten zweiten Schalter (S2) und 
vierten Schalter (S4) offnet, 
P) einen zwischen dem Vorverstarker (22) und 
dem Hauptverstarker (23) liegenden dritten 
Schalter (S3) offnet, 

y) einen Eingang und Ausgang des Vorverstar- 
kers (22) verbindenden ersten Schalter (SI) 
schlieBt und 

8) ein den ersten KameraverschluB (7) offnen- 
des und den zweiten KameraverschluB (11) 
schlieBendes Auslosesignal erzeugt 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zwischen dem Laser (4) und der 
Probe (1) angeordnete erste KameraverschluB (7) 
einen den Laserblitz auslosenden x-Kontakt (27) 
aufweist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in dem Differenztemperaturpyrome- 
ter (6) wechselweise ein erster bis dritter Detektor 
(8, 9, 10) in den Strahlengang schaltbar ist, daB der 
erste Detektor (8) ein mit Stickstoff gekiihlter In 
Sb-Detektor, der zweite Detektor (9) ein Ge-De- 
tektor und der dritte Detektor (10) ein Si-Detektor 
ist, und daB jedem der Detektoren (8, 9, 10) ein 
seiner spektralen Empfindlichkeit entsprechendes 
optisches Fenster als KurzpaBfilter (17) vorge- 
schaltet ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fur den Temperaturbereich von 
Raumtemperatur bis 600° C der erste Detektor (8) 
mit einem optischen Fenster aus Saphirglas, von 
600° bis 800° C der zweite Detektor (9) mit Quarz- 
glas, von 800° bis 1200°C der zweite Detektor (9) 
mit CaC0 3 -Glas, von 1200° bis 2200° C der dritte 
Detektor (10) mit einem Quarz-Glas und ab 2200° C 
der dritte Detektor (10) mit einem Farb-Glas als 
optisches Fenster verwendet wird. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet 
durch folgende Merkmale, 

a) ein horizontal gefuhrter Schlitten (12) ist 
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Quer zur Strahlachse (5) verschiebbar und m 
drdjeweils einem ersten bis dntten Sp.ege 
(13 14, 15) zugeordneten Pos.t.onen arretier- 

KK KSSdes ersten 
?piegeM13) Ober dem Schluten (.2) angeord- ,5 

(5) , um einen vottatimmiM Winkel (a) 8= » 
"fleiln die Slr.htata <5>f "«»<' *"j5 

SLSy^ffiA »>>-*■» 

driftkompensierten HauptverstarKers v~; 

(38,39)geschalteust n „. 

Steuersignal des Recurs ^ 

Z6gCrn S S S S^orgesehen ist, und daB je- 
rungsghed (48, «, f48 49 50 ) jeweils 

tet ist. _ 
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Fig. 6 

//Si-FcirbqlasBG 39//" 
/X/Si-QuarzqlQs ////7~ 
T/V/Ge-Quarzalas \ N- Gias // 

/^InSb + Saphir \ Quarzglas,/ ' j 
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Fig. 8 
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